@Eyzikélni ustav

Akademie véd CR, v. v. i.

V Praze dne 9. 8. 2012

Oduvodnéni ulelnosti nadlimitni vefejné zakazkv na dodavku védeckého zafizeni s nizvem

Nizkoteplotni rastrovaci mikroskop s magnetickym polem™ zadané dle
latném znéni, za splnéni podminek dle

Sb.. o vefejnvch zakazkach v

23 odst. 5

34 zakona ¢&. 137/200
ism. a) zdkona

6

¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach v platném znéni na dodavku zbozi vvrabéného pouze pro

ucely vvzkumu nebo vvvoie.

Oduvodnéni ucelnosti vefejné zakdzky

Planovany cil vetfejné zakazky

Uzavieni smlouvy o dilo svittznym uchazetem -
dodavatelem poptavaného védeckého zafizeni. Cilem
zakazky je pofizeni nizkoteplotniho rastrovaciho
mikroskopu s magnetickym polem umoztiujiciho atoméarni
rozliSeni povrch@i pevnych latek pomoci tunelovaciho
proudu a atomarnich sil pro zdkladni vyzkum pokrocilych
nanomateridl. PoZadované védecké zafizeni umoziuje
kombinaci obou technik v ultra-vysoko-vakuovych
podminkéch s tim, Ze vzorek neni testovan pouze pii
pokojové teploté, ale az do teploty kapalného Helia a
zaroven je mozné prikladat velmi silné magnetické pole,
¢imzZ jde o unikatni védecké zafizeni umoziujici studovat
celou fadu fyzikalnich procesti doposud neprobadanych.
Vybrané védecké zatizeni bude slouZit pro potfeby védy a
vyzkumu Fyzikalniho tstavu AV CR, v. v. i.

Popis vzajemného vztahu mezi
realizovanou vefejnou zakazkou
a planovanym cilem.

Bez védeckého zafizeni, které je touto vefejnou zakazkou
poptavano, nelze provadét zakladni vyzkum pokroéilych
nanomateriali za vyse uvedenych fyzikédlnich podminek.

Popis alternativ naplnéni
planovaného cile a zdtivodnéni
zvolené alternativy vefejné
zakazky.

Vzhledem ke specifickym pozadavkim védeckého
vyzkumu alternativni fe$eni neni mozné.

Popis toho, do jaké miry ovlivni
vefejnd zakazka plnéni
planovaného cile.

Bez poptavaného védeckého zafizeni nelze provadét
vyzkumné aktivity v dané védecké oblasti na takové
urovni. Bez dodani tohoto unikatniho zafizeni nemtize
Fyzikalni ustav AV CR, v. v. i. dojit k naplnéni cile —
studovani celé fady doposud neprobadanych fyzikalnich
procesii. Védecké vybaveni na takto vysoké technické
urovni zlepsi pozici védeckého pracovisté zadavatele v
konkurenci nejlepsich svétovych védeckych pracovist v
oboru.

Popis o¢ekavaného budouciho
negativniho stavu nebo u¢inku,
ktery bude vyZadovat
vynaloZeni dal$ich finanénich

Kromé¢ servisnich nakladd Zadné nasledné ucinky
vynaloZeni dalSich finané¢nich prostfedkii u poptavaného
védeckého zafizeni nejsou zadavateli znamy.
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prostfedki pro tuto vefejnou
zakazku puvodne
neplanovanych, lze-li jej
predpokladat.

Dal3i informace odtavodiujici
ucelnost  veifejné  zakazky.
(nepovinny udaj)

Z védeckého hlediska se jedna o unikatni védecké zafizeni
a v CR neexistuje zadné obdobné zafizeni, které by
dosahovalo podobnych parametri a umoziiovalo méfeni
s magnetickym polem pii teplotich az 4 Kelvin
s atomarnim rozliSenim neexistuje.

Odiivodnéni pFimérenosti poZadavki na technické kvalifikacni predpoklady pro plnéni
verejné zakdzky na doddvk

Oduvodnéni pfiméfenosti
pozadavkl na seznam
vyznamnych dodavek.

Zadavatel nepozaduje prokazani splnéni kvalifikace.

Oduvodnéni pfiméfenosti
poZadavku na predlozeni
seznamu technikl €1
technickych utvari.

Odavodnéni pfiméfenosti
pozadavku na piedloZeni popisu
technického vybaveni a opatfeni
pouzivanych dodavatelem

k zajisténi jakosti a popis
zatizeni ¢i vybaveni dodavatele
uréeného k provadéni vyzkumu.

Odtvodnéni pfiméfenosti
pozadavku na provedeni
kontroly vyrobni kapacity
vefejnym zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem,
ptipadné provedeni kontroly
opatieni tykajicich se
zabezpeceni jakosti a vyzkumu.

Odtvodnéni piiméfenosti
pozadavku na predloZeni
vzorkd, popist nebo fotografii
zbozi ur€eného k dodani.

Oduvodnéni pfiméfenosti
poZadavku na ptedlozeni
dokladu prokazujiciho shodu
pozadovaného vyrobku
vydaného pfisluSnym organem.
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Odiivodnéni pFiméienosti pofadavkii na technické kvalifikacni predpoklady pro plnéni

veFejné zakdzky na sluZby

Odavodnéni ptiméfenosti
pozadavki na seznam
vyznamnych sluzeb.

Jedna se o vefejnou zakazku na dodavky

Odtvodnéni pfimétenosti
pozadavku na predlozeni
seznamu technika ¢i
technickych utvart.

Odtvodnéni pfiméfenosti
pozadavku na piedloZeni popisu
technického vybaveni a opatieni
pouzivanych dodavatelem

k zajisténi jakosti a popis
zatizeni ¢i vybaveni dodavatele
uréeného k provadéni vyzkumu.

Odtvodnéni pfiméfenosti
pozadavku na provedeni
kontroly technické kapacity
vefejnym zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem,
piipadné provedeni kontroly
opatfeni tykajicich se
zabezpeceni jakosti a vyzkumu.

Odtvodnéni pfiméfenosti
pozadavku na ptedloZeni
osveédceni o vzdélani a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucich zaméstnanct
dodavatele nebo osob v
obdobném postaveni a osob
odpoveédnych za poskytovani
piislusnych sluzeb.

Odivodnéni pfimé&fenosti
pozadavku na ptedlozeni
piehledu primémého ro¢niho
poctu zaméstnancu dodavatele
¢1 jinych osob podilejicich se na
pInéni zakazek podobného
charakteru a po¢tu vedoucich
zaméstnancu dodavatele nebo
osob v obdobném postaveni.
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Oduvodnéni pfiméfenosti
pozadavku na predlozeni
pfehledu nastroji ¢i pomucek,
provoznich a technickych
zafizeni, které bude mit
dodavatel pfi plnéni vefejné
zakazky k dispozici.

Oduvodnéni pFiméienosti poZadavki na technické kvalifikacni pFedpoklady pro pinéni

vefejné zakdzky na stavebni prdce

Odivodnéni pfimétenosti
poZadavku na predloZzeni
seznamu stavebnich praci.

Jedna se o vefejnou zakazku na dodavky

Odavodnéni pfiméfenosti
pozadavku na predloZeni
seznamu technik i
technickych utvarg.

Odtvodnéni pfiméfenosti
pozadavku na piedlozeni
osveédéeni o vzdélani a odborné
kwvalifikaci dodavatele nebo
vedoucich zaméstnanct
dodavatele nebo osob v
obdobném postaveni a osob
odpovédnych za vedeni
realizace stavebnich praci.

Odtvodnéni pozadavku na
predlozeni piehledu primérného
ro¢niho po¢tu zaméstnancu
dodavatele ¢i jinych osob
podilejicich se na plnéni
zakazek podobného charakteru a
poctu vedoucich zaméstnanct
dodavatele nebo osob v
obdobném postaveni.

Odavodnéni pfiméfenosti
pozadavku na predlozeni
piehledu nastrojii ¢i pomtucek,
provoznich a technickych
zafizeni, které bude mit
dodavatel pfi plnéni vefejné
zakazky k dispozici.
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Oduvodnéni vvmezeni obchodnich podminek verejné zakdzky na dodavky a verejné zakdzky

na sluzby ve vztahu k potfebam verejného zadavatele

Odtvodnéni vymezeni obchodni

podminky stanovici splatnost
faktur.

Splatnost faktur ¢ini 30 dni a jedna se o standardni dobu,
ktera je nutna k fadnému provedeni jednotlivych plateb
v pfipadé smlouvy o dilo.

Odavodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici poZadavek
na pojisténi odpoveédnosti za
Skodu zplisobenou dodavatelem
tfetim.,

Jedna se o standardni pozadavek zadavatele na pojisténi
veédeckého zarizeni pii dodavee takového typu zafizeni.

Odtvodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici pozadavek
bankovni zaruky.

Odtavodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici zaruéni
lhatu.

Zaruéni lhita je stanovena na 3 roky. Délka zaru¢ni doby
je zvolena vzhledem k unikatnosti zafizeni a moZnosti
reklamace skrytych vad, které se mohou projevit aZ po
del$im uzivani mikroskopu.

Odtvodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici smluvni
pokutu za prodleni dodavatele.

Prodleni dodavatele sdodavkou védeckého zafizeni se
pfimo odrazi ve zpozdéni s realizaci pFipravovaného
védeckého vyzkumu (dodaci doba ¢ini do 300 dni od
uzavieni smlouvy s vitéznym uchazeCem). Vzhledem
k rychlému vyvoji t€chto unikatnich védeckych zafizeni je
takové prodleni ze strany dodavatele na tkor vyse vitézné
nabidkové ceny védeckého zafizeni. Zadavatel dale hodla
co nejdiive dualezité a zajimavé védecké vysledky
publikovat v ramei celosvétové védecké obce. Na zaklade
vyse uvedencho jsou sankce odvozeny od hodnoty plnéni,
s nim? je dodavatel v prodleni.

Odtvodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici smluvni
pokutu za prodleni zadavatele s
uhradou faktur.

Odavodnéni vymezeni dalsich
obchodnich podminek.

Jedna se o standardni obchodni podminky obdobnych typi
smluv o dilo.
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Oduvodnéni vymezeni technickych podminek verejné zakdzky ve vztahu k potfebdm

verejného zadavatele

Technicka podminka

Oduvodnéni technické podminky

Kryostat dosahujici teploty 1.5K

v Joule-Thomsonové (JT) moédu

(s He"

Vydrz LHe naplné 100 hod nebo

vice

Vydrz LN, naplné 80 hod nebo

vice

Umoziiuje piepousténi,

zachazeni a manipulaci s LHe,

He'aLN,

d. Vybaveni: Tepelné Stity

pro 77K a 5K a teplotu
JT s posuvnymi dvitky
pro vizudlni kontrolu,
systém pienosu vzorku,
otvory pro naparovani (a

laser)

e. Pozlaceny JT stit (kvili
minimalnim  teplotnim
ztratam)

f.  Termalni spoj mezi 5K a
JT  &tity, aktivovany
manipulator

Rastrovaci mikroskop musi umoZnit dosazeni atomarniho
rozliSeni pfi s moznosti aplikace magnetického pole pfi
teplotach kapalného Helia. Za timto Ucelem pozadujeme
kryostat Joule-Thomsonova typu. Zaroven vyzadujeme co
moznd nejmensi ekonomickou naro¢nost provozu
zejména vzhledem ke spotfebé nakladnych chladicich
médii.

Tepelné Stity pro kazdy stupeni kryostatu zajistuji
potiebnou mechanickou stabilitu pozice zkoumané
oblasti, jakykoliv teplotni gradient na skenovaci hlavé by
totiZ zpusobil nekontrolovatelny drift pozice vzorku a
znemoznil by ¢&asové ndroéna meéfeni jednotlivych
molekul a atomii. Pozlaceni tepelného §titu JT stupné je
rovnéZ nezbytné ze stejného divodu. Termalni spoj mezi
5K a JT stity zrychluje proces chlazeni a vyrazné zlepsuje
ekonomiénost chlazeni.

LT/UHV STM-AFM hlava

< 3 pm vibrace mezi hrotem a

vzorkem

Schopnost soucasného méteni

FM-AFM/STM s magnetickym

polem vét§im nez 2Tesla pii
teplotach niz8ich nez 4

Kelvin

c.  Schopnost detekce
deflekéniho (ohybového)
signdlu (zasuvka hrotu
vybavena pro sensory
zaloZené na
piezoelektrickém jevu)

d. Schopnost provadéni
cross-sectional SPM
méfeni

e. FM-AFM méfeni na bazi
piezoelektrického kvartz
sensoru oscilujiciho
v rozsahu SkHz-10MHz

Rastrovaci hlava musi byt dostate¢né mechanicky stabilni
pro dosazeni atomarniho obrazu s vysokym rozlienim pfi
aplikaci velkého magnetického pole a teplotach nizsi pod
4K. SouCasné musi umozZnit dosaZzeni atomérniho
rozliSeni detekci tunelovaciho proudu i frekvenéniho
posunu na senzorech sily.

Rozsah ladéni rezonance senzori krystalti musi vyhovovat
senzorum typu qPlus i Kolibri. Toto ndm umozni
efektivni porovnani obou metod a dosaZeni optimalniho
atomarniho kontrastu pro dany material a danou velikost
interakce mezi hrotem a povrchem. Sum piedzesilovai
nesmi pfesahnout dané hodnoty pro zajidténi vysoké
kvality a spolehlivosti dat.

Néavrh hlavy musi umoznovat efektivni provadéni méfeni
s riznymi hroty, zejména pak jejich snadnou vyménu bez
nutnosti  vyjmuti  méfeného  vzorku.  Zastréka
vymenitelného hrotu musi mit kinematické ulozeni kviili
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Sum tunelového proudu < 20

[fA/NHZ]

Sum signalu deflekce (ohybu) <

10 [fm/NHz]

Moznost vymény hrotu a vzorku

in-situ (uvnité); hrot musi byt

vymenitelny  nezévisle na

vzorku

i. Alespoin 4 pozice pro

ukladani hrott a vzorki s
moZnosti chlazeni aZ na
teplotu LN na 77 K §titu.

Alespori 6 dal3ich pozic pro

uklddani hrott a vzorkd v
komoie SPM.

skenovaci rozsah x, vy, z
nejméne 1 um x 1 pm x 0.2 pum
pii 5K

skenovaci hlava v titanovém

pouzdie kvili tepelné stabilité
moduldrni  sysém  uchyceni
senzorl, musi byt kompatibilni
alesponi se sensory gPlus a
Kolibri

zajisténi optimalni mechanické stability.

Alesponi 4 pozice na 77K tepelném S§titu pro ukladani
hroti a vzorkii jsou nutné pro kontinudlni praci s
piistrojem v ramci jednoho experimentu bez nutnosti
vystaveni vzorkll pokojové teploté, ktera by mohla
zapficinit pied¢asnou degradaci vzorkl. DalSich 6 pozic
uvnitt komory SPM na vzorky umozni delsi intervaly
mezi zakladanim novych vzorkd, hrotl a senzoru, coZ se

pfiznivé odrazi na kvalité UHV vakua v aparatufe.

Titanové pouzdro samotné skenovaci hlavy zajisti
maximalni tepelnou stabilitu, ktera je kliCova pro spésné
zvladnuti ¢asové naro¢nych méfeni.

Magnetické pole

- minimalné 2 Tesla v roviné
kolmé na vzorek

- ochrana proti
nekontrolovanému pfepnuti ze
supravodivého do normélniho
stavu

Zamyslené experimenty pro studium magnetickych
vlastnosti nanostruktur vyzaduji aplikaci magnetického
pole s velikosti minimalné 2T.

Zaroven je potieba zabranit vzniku nestability pfistroje
béhem aplikace magnetického pole.

Ovladani SPM

- Vysokonapétové zesilovace s

Sifkou pasma nejméné 1 kHz

- Schopnost nahravani téchto
kanalt soucasné :

s Detekce  frekvenéniho
posunu

® Tunelovaci proud

° Amplituda

° Fazovy posun

s Disipacni energie

P Nejméné dva externi
(auxiliary) kanaly

- Systém sledovani atomu
(atomic-tracking) (umoziiuje
kompenzaci ve 3D, set pro

Rastrovaci mikroskop musi byt snadno ovladatelny
s maximalnim skenovacim rozsahem a dostate¢nou
rychlosti skenovani. Musi nabizet moZnost detekce
nékolika nezavislych kanalli, které umozni ziskani viech
potfebnych fyzikdlnich veli€¢in najednou. Konkrétné u
méfeni qPlus a Kolibri senzory je nutné neustile
monitorovat amplitudu oscilace, posuv rezonanéni
frekvence, disipaci energie senzoru, fizovy posuv
fazového zavésu (PLL) a rovnéZ tunelovaciho proudu.
Dale pozadujeme moznost méfeni Kelvinovou sondou. To
umozni pfimé méfeni rozdilu vystupnich praci hrotu
senzoru a vodivych vzorki a velikost naboje na
nevodivych materidlech. Dva volné vstupni kanaly budou
slouzit pro piipojeni fazové citlivého synchronniho
detektoru (lock-in) za ucelem meéfeni spektroskopie
tunelovaciho proudu v realném ¢ase.
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spektroskopii, scan plane
compensation)

- Kelvin-probe modul (pro
KPFM techniku)

- digitalni kontrolér oscilace,
tazove vazana smyc¢ka (PLL)
(proménna $itka pasma, méfeni
Q faktoru, nastavitelné P&I
zisky amplitudy a fazového
zaveésu) vcetné manualu,
software a kabelaze

- PLL smy¢ka o Sifce pasma
100Hz az 5MHz

- Programovatelny modul

rozhrani SPM

- Posuvvose Z 20 mm, 4 mm v
ose X, Y

Systém sledovani atomi je podstatné zlepSeni pro delsi
experimenty, kdy je tieba sledovat stejnou oblast
nanoskopickych rozmeéra po dobu nékolika desitek hodin.
Kompenzace roviny skenovani nezévisla na zapnuti ¢&i
vypnuti zpé€tné vazby je dalsi kli€ovou podminkou
funkCnosti pfistroje v reZimu tzv. konstantni vysky
(constant-height mode).

Digitalni kontrolér fazové vazané smycky s pislusnym
univerzalnim programovym vybavenim je nezbytny pro
kalibraci senzoru a jeho zékladnich fyzikalnich vlastnosti,
jako jsou Q faktor, tuhost, rezonanéni frekvence a
amplituda.

UHYV komora kryostatu

- Zakladni tlak mensi nez 10°'°
mbar pii pokojové teploté

- Okénka pro vizudlni kontrolu,
systém pienosu vzorku,
pruchody pro napafovani (a
laser)

- Cerpéni iontovou vyvévou (s
cerpaci rychlosti pfiméfenou
Cerpanému prostoru komory) v
kombinaci s titanovou
napraSovaci vyveévou (TSP)

- Mérka vakua typu Bayard-
Alpert

Zékladni tlak v komofe kryostatu musi bezpodmine¢né
splfiovat podminky ultravysokého vakua (UHV), ne-li
lepdi. Je to naprosto nutné pro vyloudeni veskeré
kontaminace vzorkt béhem delSich méteni.

Okénka umozni vizudlni kontrolu vsech kroki vkladani
vzorku a jeho ptipravy.

lontova vyvéva v kombinaci s napra$ovaci titanovou jsou
jedinym feSenim pro udrZeni UHV bez vyvév s
pohyblivymi sou¢astmi, které by mohly zpisobit vibrace.

Meérky typu Bayard-Alpert maji vyhody ve spolehlivosti a
pomérn€ pfesnych udajich i za velmi nizkych tlaki, na
rozdil od mérek se studenou katodou.

Iontové délo pro ¢isténi vzorki:
- 0.2 - 3 keV energie ionth ve
svazku

- moznost ¢erpani Argonového
pfivodniho potrubi
turbomolekularni/rotani
vyvevou kvili ¢isténi

Zakladni vybaveni standardni UHV aparatury, nutné pro
odstranéni ne¢istot na povrsich zkoumanych latek.

Cerpéni Argonového pitvodniho potrubi zajisti ¢istotu
pracovniho plynu.

Nepfimy ohfev vzorku az do
1000-1100 Ks schopnost

Pro ptipravu Siroké Skaly atomarné &istych latek, zejména

krystalickych, je potiebné zafizeni na jejich ¥adny ohfev
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piimého ohfevu vzork(i az na
1400K

pro zbaveni necistot a zdokonaleni povrchu.

Odiivodnéni stanoveni zdkladnich a dil¢ich hodnoticich kritérii ve vztahu k potiebdm

verejného zadavatele

Hodnotici kritérium

Oduavodnéni

Obecné : Zakladni hodnotici
kritérium - ekonomicka
vyhodnost nabidky

Obecné: Vzhledem k pfedmétu plnéni (unikatni védecké
zafizeni) je kromé dil¢tho hodnoticiho kritéria ,.celkové
nabidkové ceny* pro zadavatele také =z hlediska
budouciho vyuziti védeckého zafizeni ddleZité diléi
hodnotici kritérium ,,technicka uroven nabizeného plnéni*
(tzv. kvalita) . Obé dil¢i hodnotici kritéria jsou zcela
objektivni a matematicky vy¢islitelna. To plati i v pfipadé
stanoveni jednotlivych subkritérii vramci dilétho
hodnotictho kritéria .technickd urove nabizeného
plnéni®.

Dil¢i hodnotici kritéria;
a) celkova nabidkova cena 40%

b) technicka Groveii nabizeného
plnéni 60%

Procentudlni pomér diléich hodnoticich kritérii je
stanoven vzhledem k pfedmétu plnéni. Pfedmétem plnéni
je unikétni védecké zafizeni, které bude slouzit pro védu a
vyzkum. Z tohoto hlediska zadavatel pozaduje takovéto
procentudlni rozloZeni nebot u takto unikéatniho
védeckého zafizeni vzhledem k budoucimu vyuziti pro
védu a vyzkum pievazuje z hlediska priorit technické
urovent nabizeného plnéni (tzv. kvalita) nad celkovou
nabidkovou cenou.

Pozn. k dil¢imu hodnoticimu kritériu ,,celkova nabidkova
cena™ — na trhu existuje zcela omezeny poéet dodavateli,
ktefi nabizeji takové védecké zafizeni na pozadované
technické urovni ve zcela minimalnim cenovém rozdilu.

Jednotliva subkritéria:

b1) rozsah detekce oscilaci
piezoelektrického kvartz
sensoru 40 %

b2) rozsah hrubého posunu v X-
Y-Z smérech 15%

b3) velikost $umu tunelovaciho
proudu a signalu deflekce 15 %

b4) teplotni rozsah ohfevu
vzorku 10%

Subkritéria byla zvolena s ohledem na pfedmét vefejné
zakazky. Vzhledem k tomu, Ze poZadované zafizeni je
ur¢eno pro vyzkum povrchi a nanostruktur pevnych latek
s vysokym atomdarnim rozliSenim pfi heliovych teplotach
s magnetickym polem, splnéni vybranych hodnoticich
subkriterii zaruCuje moznost takovychto méfeni. Vaha
jednotlivych subkriterii odpovida jejich relevantnosti pro
dosaZeni pozadované kvality méfeni.
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b5) rozsah skenovani pii 5K 5%

b6) pocet kontaktli na vzorku
5%

b7) maximalni velikost
magnetického pole 10%

Odivodnéni zpiisobu hodnoceni nabidek ve vztahu k potiebdm vefejného zadavatele

Zpusob hodnoceni Oduvodnéni

Nabidky budou hodnoceny v souladu s § | Zadavatel stanovil objektivni diléi hodnotici
78 odst. 1 pismeno a) zékona na zéklad¢ | kritéria a subkritéria matematicky vyé&islitelnd a

ekonomické vyhodnosti nabidky. pro vypocet bodového hodnoceni pouzil
standardni vzorce pro vypolet matematicky
vycislitelnych kritérii.

doc. Jan Ridky, DrSc.
teditel
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